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08:15-09:00 Registrierung/Besuch der Ausstellung

09:00-09:30 Keynote: Graphical System Design - It Starts with Prototyping Greg Crouch, National Instruments Corp.

09:30-10:30
New Product & Technology Introduction 
Günther Stefan, Daniel Riedelbauch, Christoph Landmann, National Instruments Austria/Germany

10:30-11:00    Kaffeepause/Besuch der Ausstellung

Industrielle Datenerfassung und 
Signalkonditionierung

Anwendungsentwicklung, Tipps & 
Tricks

Automatisierte Prüfsysteme

11:00-11:30 Moderne Datenerfassungsarchitek-
turen
Andreas Scholz, National Instruments 
Germany GmbH

Leistungs- & Geschwindigkeitsstei-
gerung von LabVIEW-Projekten
Christian Mergl, 
National Instruments Germany GmbH

Von Beginn an erfolgreich: Der 
mühelose Umstieg auf NI LabVIEW 
Real-Time und FPGA
Sascha Egger, 
National Instruments Switzerland Corp.

11:30-12:00 Einzelmodulprüfstand für zehn 
Photovoltaikmodule zur Vermessung 
des Betriebswirkungsgrades und des 
Betriebsverhaltens
Prof. Dr. Peter Zeller, FH Oberösterreich/
Fakultät Wels

Netzwerkkommunikationstechniken 
in NI LabVIEW
Daniel Riedelbauch, 
National Instruments Germany GmbH

Entwicklung neuer sensorloser 
Regelungsstrategien für elektrische 
Antriebe unter Anwendung eines 
kombinierten Mess- und Regelungs-
systems 
Peter Nussbaumer, Dr. Markus A. Vogels-
berger, TU Wien

12:00-12:30 Wireless-Sensornetzwerke
Sascha Egger,
National Instruments Switzerland Corp.

Wissenswertes für das Erstellen von 
Benutzeroberflächen in NI LabVIEW
Christoph Landmann,
National Instruments Germany GmbH

Messung der Auswirkungen von 
ionisierender Strahlung auf CMOS- 
Schaltungen
Michael Hofbauer, Kurt Schweiger,  
TU Wien

12:30-13:30     Mittagspause/Besuch der Ausstellung

Industrielle Datenerfassung und 
Bildverarbeitung

Versuchssteuerung und technisches 
Datenmanagement

Automatisierte Prüfsysteme

13:30-14:00 The Future of Condition Monitoring:
Prognostics Systems Using COTS
Technologies
Lodovico Menozzi,
National Instruments Italy

Die Plattform NI CompactRIO und 
ihre Neuerungen
Paul Schmitzberger, 
National Instruments Austria

Hardware-compatible Waveform 
Compression for Use on LabVIEW 
FPGA
Benjamin Steinwender, MSc
Kompetenzzentrum Automobil- und 
Industrie-Elektronik GmbH

14:00-14:30 Realisierung eines OCR-Systems im 
Stahlwerk
Oliver Sidla, SLR Engineering

CompactRIO-basierte Regler für 
servohydraulische Prüfzylinder
Klaus Sobe, Dr. Thomas Thurner, TU Graz

Neuerungen für automatisierte 
Testsysteme mit PXI
Helmut Wurm, 
National Instruments Austria

14:30-15:00 Grundlagen der Leistungsmessung
Marco Brauner,
National Instruments Germany GmbH

DIAdem und LabVIEW Real-Time 
als Basis für ein universelles 
Prüfstandskonzept in der Dauerer-
probung
Holger Müller, a-solution

Vorteile softwaredefinierter RF-Test-
systeme
Christian Gindorf, 
National Instruments Germany GmbH

15:00-15:30    Kaffeepause/Besuch der Ausstellung

LabVIEW-Zertifizierung Industrial Measurement & Control Automatisierte Prüfsysteme

15:30-16:00

CLAD-Zertifizierung

Grundlagen der Motorsteuerung mit 
NI LabVIEW 
Christian Mergl, 
National Instruments Germany GmbH

Die Herausforderungen analoger 
Messtechnik mit bis zu 12,5 GS/s 
bewältigen
Marco Brauner, 
National Instruments Germany GmbH

16:00-16:30 Steuerung einer Galvanisierungsan-
lage mit LabVIEW
Johannes Prodinger, Hunyadi Technisches 
Büro für technische Chemie

Burn-in Test zur Voralterung von 
elektronischen Baugruppen
Marco Weidmann, ad+t AG

16:30-17:30 Stehempfang/Besuch der Ausstellung

Agenda  |  05 04  | Vortragsreihen NIDays 2012 Conference

Datenerfassung und Signalkonditionie-
rung/Industrielle Datenerfassung und 
Bildverarbeitung
Als Marktführer im Bereich softwarebasierte Messgeräte integriert 

National Instruments laufend neue Technologien und Trends in 

sein breites Produktspektrum. So sind wir in der Lage, Anwendern 

immer neue Einsatzgebiete und Lösungen zu eröffnen. In dieser 

Vortragsreihe demonstrieren Ihnen Anwender, wie sie sich das 

Engagement von NI für ihre individuellen Anforderungen erfolg-

reich zunutze machen. Anhand aktueller Produkte und daraus 

resultierenden Kundenlösungen erhalten Sie wertvolle Einblicke in 

die permanente Weiterentwicklung von der Messtechnik über die 

Signalkonditionierung bis hin zur Bildverarbeitung.

Anwendungsentwicklung, Tipps & 
Tricksl

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert revolutioniert NI LabVIEW die 

Mess- und Prüftechnik. Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen 

der vergangenen Jahrzehnte haben LabVIEW zu einer ausgereiften, 

vollwertigen Engineering-Plattform geformt. In dieser Vortrags-

reihe präsentieren Ihnen NI-Experten geballtes Wissen rund um 

das Thema Anwendungsentwicklung. Schwerpunkte sind u. a. die 

Leistungs- und Geschwindigkeitsoptimierung sowie die Netzwerk-

kommunikation und Tipps bei der Implementierung von Benutzer-

oberflächen.

Versuchssteuerung und technisches 
Datenmanagement

Kürzere Produktzyklen, hoher Qualitätsanspruch und innovatives 

Design gehen während der Produktentwicklung Hand in Hand 

mit umfangreichen Tests auf Basis leistungsfähiger Hard- und 

Software. Die Auswertung der Messergebnisse muss damit 

Schritt halten können. Denn eine zeitnahe Bereitstellung kann 

schließlich nur durch entsprechende Werkzeuge erreicht werden. 

Diese Vortagsreihe stellt neue Möglichkeiten und Konzepte bei 

der Versuchssteuerung und im technischen Datenmanagement 

vor, um in den entscheidenden Bereichen wie Datenorganisation, 

Auswertung und Berichterstellung Schritt halten zu können.

Industrial Measurement & Control 

Kostenminimierung durch innovatives und effizientes Engineering: 

ein heiß diskutiertes Thema im gesamten Bereich der industriel-

len Mess-, Prüf- und Regelungstechnik. Dementsprechend haben 

sich auch die hier eingesetzten Systeme in den letzten Jahren 

stark gewandelt und müssen immer höheren Ansprüchen an Leis-

tungsfähigkeit und Funktionsvielfalt genügen. In dieser Vortrags-

reihe zeigen wir Ihnen, wie Anwender diesen Herausforderungen 

begegnen, z. B. mit der FPGA-basierten Industrieplattform NI 

CompactRIO – und dabei immer wieder im Stande sind, die wach-

senden Anforderungen zu erfüllen.

Automatisierte Prüfsysteme

In den letzten Jahren haben zahlreiche neue Technologien den Be-

reich der automatisierten Prüfsysteme revolutioniert. Nun gilt es, 

diese in bestehende Prüfstandskonzepte zu integrieren und neue 

leistungsfähigere Standardsysteme zu realisieren. Erfahren Sie 

anhand anschaulicher Beispiele aus den unterschiedlichsten Indus-

triebereichen, wie Sie modulare, softwaredefinierte Prüfsysteme 

mit höherem Durchsatz und verbesserter Flexibilität zu geringeren 

Gesamtkosten erstellen. Außerdem demonstrieren wir Ihnen die 

besten Verfahrensweisen für die Entwicklung effizienter Prüfmittel.

Vortragsreihen: 
Gebündeltes Know-how aus erster Hand

     Von Experten für Experten: Profitieren Sie vom umfassenden Know-how erfahrener Entwickler, 
Anwender und NI-Ingenieure.


